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Contents)

本研究ではフェリ磁性ホイスラー合金を用いて、追加元素をドープし磁性を制御す
ることにより、擬似スピンバルブ構造を作製し電流パルスによる局所的な結晶化過
程を詳細に評価する。ドープによる擬似スピンバルブ構造の実現には、組成制御を
厳密に行う必要があるため、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて、詳細な結晶構造を
観察する。

実験
Experimental

今年度は、集束イオンビーム加工装置を用いてフェリ磁性ホイスラー合金薄膜の断
面薄片試料を作製し、断面TEM観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

ドーパントを添加したフェリ磁性ホイスラー合金薄膜内にある微小なひずみについ
て、集束イオンビーム加工装置で断面薄片試料を作製し、電子顕微鏡を用いて構造
観察を行った。観察結果を画像解析すると、ドーパントにより局所的なひずみが生
じていることが明らかになった。
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